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(57) Abstract: The invention relates to a method and device for inspecting substrates (I), particularly printed circuit boards having 
an application of solder paste, that are provided with a predetermined pattern. According to the invention, the actual pattern (la), 
which is placed on the substrate (1) by means of a printing or structuring process (3, 4), is optically detected, the optically detected 
actual pattern is compared to a specified pattern and, according to the comparison and while taking the permissible tolerances into 
consideration, it is decided to which additional process the viewed substrate provided with the actual pattern is to be conveyed. 
The optica] detection of the actual pattern ensues in the form of digital data while forming an actual data set, a specified data set is 
formatted from control data for applying the pattern to the substrates, and a data processing is subsequently carried out during which 
the specified data set and the actual data set are compared to one another with regard to their data while taking permissible tolerances 
into account. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Priifen von mit einem vorgege- 
benen Muster versehen Substraten (1), insbesondere Leiterplatten mit einem Lotpastenauftrag. GemSss der vorliegenden Erfindung 
wird das auf dem Substrat (1) mittels eines Bedruckungs- oder Strukturierungsverfahrens (3, 4) aufgebrachte IstMuster (la) optisch 
erfasst, das optisch erfasste Ist-Muster mit einem 
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Soil -Muster verglichen und abhangig von dem Vergleich und unler Berucksichtigung zulassiger Toleranzen entschieden, welchem 
weiteren Prozess das betrachtete mit dem 1st -Muster versehene Substrat zuzufUhren ist, wobei die optische Erfassung des Ist-Musters 
in Form von Digitaldaten unter Bildung eines Ist-Datensatzes erfolgt, aus Steuerdaten zum Auftragen des Musters auf den Substraten 
ein Soll-Datensatz formatiert und eine Datenverarbeitung dahingehend durchgefUhrt wird, dass der Soli -Datensatz und der Ist-Daten- 
satz unter BerUcksichtigung zulassiger Toleranzen datenweise miteinander verglichen werden. 



